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요약

내용 없음.

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

시험 시스템용 전자 시험 헤드 포지셔너 시스템

[도면의 간단한 설명]

제1도 내지 제3도는 본 발명에 따른 시험 헤드 포지셔너(test head positioner)시스템의 사시도.

제4도는 제3도의 단면도.

제5a도는 취급기(handler)의 기구판(mechanism plate)과 시험 헤드를 결합하는 것을 도시한 설명도.

제5b도 및 제5c도는 시험 헤드와 기구판의 상세한 구조의 사시도 및 단면도.

제6도는 제1도 내지 제3도의 포지셔너 시스템의 6개의 자유도를 도시하는 설명도.

제7a도  내지  제7d도는  시험  시스템의  측방에  포지셔너  시스템을  고정하는  본  발명의  다른  실시예의 
설명도.

제8도는 제3도의 절단 사시도.

제9도는 압력 실린더가 사용된 또 다른 실시예의 설명도.

제10도  및  제11도는  제1도  내지  제3도의  수직  칼럼이  수직원통형  지지관으로  대체되는  또  다른 실시
예의 사시도.

제12도는 제10도 및 제11도의 수직관을 갖는 또 다른 실시예의 사시도.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

10 : 시험 헤드 포지셔너 시스템                 11 : 시험헤드

11a : 시험 연결기(test connector)

11b : 중심 맞추기 핀(alignment pin)         12 : 수직 컬럼

15 : 집적회로 취급기                                 17 : 기구판      

20 : 베이스 조립체                                     30 : 포지셔너 아암 조립체 

32 : 주아암 조립체                                     34 : 전방아암 조립체 
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36 : 손목결합 조립체          

38 : 크레이들 조립체(cradle assembly)     40a, 40b : 시험 헤드 어댑터 판

50, 98, 122 : 수직축 또는 피벗축                55 : 로크

60 : 균형추 조립체(counter weight assembly)

62 : 추 캐리지(weight carriage)                 80 : 리프트 블록(lift block)                         

90 : I 비임                                 

95, 96 : 필로우 블록(pillow block)              100 : 전방아암

106 : 전방아암 로크 조립체                          110 : 손목결합 로크 조립체

150, 152 : 쐐기부재                                    137 : 쇼울더 나사

205 : 결합 조립체(docking assembly)          210 : 캠 조립체

220 : 유체실린더       

228 : 리니어 베어링(linearbearing)

250 : 포지셔너 시스템                                   251 : 압력 실린더

252 : 피스톤                                                 306 : 크레이들 로크 조립체

400 : 포지셔너 시스템                                    402 : 피스톤

403 : 원통형 지지관                                        405 : 포지셔너 아암 조립체

450 : 포지셔너 시스템

[발명의 상세한 설명]

본 발명은 시험 시스템용 전자 시험 헤드 포지셔너 시스템에 관한 것이다.

집적회로  및  다른  전자장치를  자동  시험하는데  있어서,  시험될  장치를  제  위치에  위치시키기  위한 
특수한  장치  취급기가  사용되고  있다.  전자시험  자체는  장치  취급기와  연결  및  결합되어야하는 시험
헤드를  갖춘  대형의  값비싼  자동시험  시스템에  의해  수행된다.  이런  시험  시스템에  있어서,  시험 헤
드는  보통  34내지  136kg(75내지  300파운드)으로  대단히  무겁다.  그  이유는  시험헤드에  고속전자 타
이밍  신호를  이용하기  위해,  시험중  전자회로를  시험될  장치에  가능한한  근접하게  배치시켜야  하기 
때문이다. 따라서, 복잡한 장치를 고속 시험하기 위해 시험헤드는 전자회로로써 조밀하게 꾸려진다.

종래  기술은  장치  취급기에  대해  정확한  위치로  무거운  시험헤드를  쉽게  이동시키기  위해  조작기 또
는 포지셔너를 제공함에 있어서 많은 문제점을 내포하고 있다.

종래의  어떤  포지셔너에서  시험  헤드는  동시에  이동할  수  있는  회전  및  슬라이드  기구와  리이드 나
사에  의해  제위치에  배치된다.  이  종래의  포지셔너  시스템은  취급기와  쉽고  정확하게  결합하기에 필
요한  모든  자유도를  제공하지  못하므로  불편하다.  사용자는  무거운  장치  취급기  또는  무거운 포지셔
너를 이동시켜 중심을 맞추어야 한다.

다른  종래의  조작  시스템은  리이드  나사를  상,  하방향으로  구동하기  위해  모우터를  사용한다.  이런 
모우터  구동  리이드  나사나  수동  리이드  나사는  과응력에  기인하여  시험헤드  소켓  연결부나  장치 취
급기 상의 연결부를 손상시킬 염려가 있다.

종래  포지셔너  시스템의  또  다른  결점은  그들이  대형이며  시험설비에서  귀중한  마루공간을  상당량 
차지하는  것이다.  또한  종래의  대형  시스템의  결점은  시험  시스템과  시험  헤드를  연결하는  케이블이 
보통 짧고,  방해가 되며 약한 것이다.  따라서,  그  구조 및  크기때문에 종래의 포지셔너 시스템은 시
험 시스템에 충분히 근접 이동시킬 수 없다.

종래의 기술로서 관련될 수 있는 특허들은 다음과 같다.

따라서,  본  발명의  목적은  장치  취급기와  시험  헤드를  쉽고  정확하게  결합  및  해체할  수  있게  수동 
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조작되는  시험헤드에  실질상의  무하중  상태(무게가  없는  상태)를  부여하며  6개의  자유도를  갖는 전
자 시험 헤드 포지셔너 시스템을 제공하는 것이다.

전자  장치  취급기에  대하여  전자  시험  헤드를  위치시키기  위한  포지셔너  시스템은  축  수단을 포함하
는  하우징을  갖는다.  포지셔너  조립체는  축  수단을  따라  수직운동을  하며,  6개의  자유도를  가지고 
수평면내에서  전개하는  운동을  한다.  포지셔너  조립체는  시험헤드  위치잡이  수단을  포함한다. 균형
잡기  수단이  포지셔너에  연결되어  시험  헤드가  부착된  포지셔너  조립체에  사실상의  무하중  상태를 
제공한다.

이하, 첨부 도면을 참고로 본 발명의 1실시예에 대해 상세히 설명한다.

제5a도에는,  본  발명에  따른  시험  헤드  포지셔너  시스템(10)이  도시된다.  도시한  바와같이, 포지셔
너  시스템(10)은  집적회로  취급기(15)의  기구판(17)과  결합하기  위한  시험  시스템용  시험 헤드(11)
를  지닌다.  트랜지스터,  칩  또는  다이  등과  같은  장치  취급기에  의해  다른  전자장치가  취급되기도 
하는  것은  이해될  것이다.  작동시,  무거운  시험  헤드(11)를  정확하고  정밀하게  조작하고  그것을 기
구판(17)에  결합하기  위해  포지셔너  시스템(10)은  대략  무하중  상태로  수동으로  이동된다.  결합시, 
중심맞추기핀(11b)이  관(17)내의  대응하는  개구부내에  삽입되며,  시험  연결기(11a)가  시험될  장치용 
연결기(15a)와  결합한다.  시험  헤드(11)의  위치는  임의의  위치에  있는  다른  기구관과  결합하기  위해 
수평면내에서  전개할  수  있는  6개의  자유도를  갖고  사실상의  무하중  상태에서  다른  위치로  정확하게 
조작된다.  예를들면,  취급기용  기구판이  수평이나  수직면  어느곳에  있어도  무방하다.  포지셔너 시스
템(10)이  제1도  내지  제3도에  상세히  도시되며,  여기서  H형  비임은  수직컬럼(12)을  형성한다. 컬럼
(12)은  2개  벽(12a,  12b)을  연결하는  플랜지(12c)가  달린  대향벽(12a,  12b)을  갖는다.  컬럼(12)은 
외향  신장하는  다리(24a  내지  24e)와  베이스판(22)을  갖는  베이스  조립체(20)에  의해  컬럼  저부에서 
지지된다.

시험  헤드(11)는  주축(50)상에서  수직으로  이동하는  포지셔너  아암  조립체(30)에  의해  지지되고  그 
결합이  조작된다.  조립체(30)는  주아암  조립체(32),  전방  아암조립체(34),  손목결합  조립체(36), 크
레이들  조립체(38)  및  시험  헤드  어댑터판(40a,  40b)으로  구성된다.  주축(50)은  대향하는  필로우 블
록(52, 53)에 의해 고정된다.

포지셔너  아암  조립체(30)는  컬럼(12)의  후부에서  양방향으로  수직  이동하는  추  캐리지(62)를  갖는 
균형추  조립체(60)에  의해  주축(50)상에서  수직으로  요동하도록  균형잡힌다.  캐리지(62)는  캐리지에 
고정되어  수직  신장하는  캐리지  축(65a,  65b)을  가지며  그리고  제거  가능한  추(62a  내지  62c)를 갖
는다.  추(62a  내지  62c)는  정확하게  조립체(30)  및  시험  헤드(11)의  무게를  균형잡게  하여  그들이 
실질적으로 무하중 상태가 되게 한다.

축(65a,  65b)의  상단부는  부재(67a,  67b)와  나합한다.  축(74)은  풀리(72a,  72b)의  회전을  허용하며, 
컬럼(12)의  상단부에  장착된다.  케이블(68a,  68b)은  신장하며  주  아암  조립체(32)  밑에  배치된 리프
트  블록(80)에  스웨이지  부재에  의해  견고히  고정된다.  블록(80)은  축(50)을  받기  위한  개구부를 가
지며, 웨브(12c)를 따라서 슬라이드하며, 축(50) 둘레에서 회전하는 것이 방지된다.

제3도  및  제8도에서와  같이,  주  아암  조립체(32)는  블록(80)에  의해  지지되는  하부  베어링 블록(8
7)과  상부  베어링  블록(86)을  포함한다.  블록(86,  87)은  각각  하부  신장부(87a)를  가지며  I 비임
(90)과  계합한다.  특히,  I  비임(90)의  전방벽(90a)은  블록(86,  87)의  전방면에  고정되며  I 비임(9
0)의  후부(90b)는  신장부(86a,  87a)에  고정된다.  조립체(32)의  수직  및  회전운동은  로크(55)에  의해 
임의의  위치에  임시로  로킹된다.  축(50)과  동심인  슬리이브(226)는  슬리이브를  축(50)상에서  상, 하
향  이동하게  하는  내측  리니어  베어링(228)을  가지며  블록(87,  91)사이에  고정된다.  이런  방식으로, 
수직축(50)상에서  (수직축에  대한)  수직  및  회전운동을  하기에  적합한  단일체의  주  아암 조립체(3
2)가 형성된다.

조립체(32)에  점성  댐핑을  제공하기  위하여,  유체실린더(220)는  필로우  블록(52)에  고정된  1  단부와 
슬리이브(226)의  외면에  고착된  판(230)에  고정된  타단부를  갖는다.  실린더(220)는  조작자의  안전과 
취급기와 시험 헤드의 손상방지를 위해서 아암 조립체(30)의 급속한 수직운동을 방지한다.

1조의  필로우  블록(95,  96)이  전방면(90a)에  고정된다.  수직축(98)은  필로우  블록(95,  96)을  통해 
신장한다.  전방  아암  조립체(34)는  후부(101)를  갖는  전방  아암(100)을  포함한다.  축(98)은 후부
(101)의  수직  개구부(107)를  통해  신장한다.  전방아암  조립체(34)에  의해  수직축에  대해  회전한 위
치에서 임시로 로킹된다.

모든 다른 부재들을 원위치에 유지하면서 전방아암 조립체(34)는 효과적으로 180°선회될 수 있다.

전방  아암(100)은  손목결합  조립체(36)의  부착부재(120)를  회전적으로  받는  전방  "C"형상부를 갖는
다.  부착부재(120)는  수직  상,  하  피벗핀(122)에  의해  전방아암(100)에  대해  회전한다. 블록(112)내
에  형성된  손목결합로크  조립체(110)에  의해  조립체(34)에  대한  부재(120)의  회전이  잠정적으로 방
지된다.

부재(120)는  수평으로  신장하는  축(300)을  받기  위한  횡방향  개구부를  갖는다.  외측  단부에서 축
(300)은,  크레이들  조립체(38)의  후부판(130)을  견고히  고정하기  위해,  캡나사(312)를  나합하는 연
결허브(310)에 용접된다.

크레이들  조립체(38)는  시험  헤드용  U형상  호올더를  형성하기  위해  함께  용접된  3개의  벽(130  내지 
132)에  의해  형성되다.  축(300)은  수평축에  대한  조립체(38)의  회전을  허용하며,  조립체(38)는 크레
이들 로크 조립체(306)의 조임에 의해 제위치에 고정된다.

벽(131,  132)은  시험헤드  어댑터  판(40a,  40b)을  받으며  이  판들이  벽에  대해  회전한  후  제위치에 
견고히  고정될  수  있게  한다.  벽(131)은  단부에  쇼울더  나사(137)를  받기  위한  개구부(136)와  원형 
홈(135)을 갖는다. 로크놉(140)은 판(40a)에 나합되며 통상적인 방식으로 원형홈(135)내로 
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움직인다. 이런 방식으로 로크놉(140)을 조임으로써, 판(40a)은 벽(131)에 견고히 고정된다.

시험헤드  포지셔너  시스템(10)은  동시에  6개의  자유도,  X,  Y,  Z, θX , θY , θZ 로  위치한다.  제6도와 

같이,  시험헤드(11)의  적절한  결합을  위해서는,  예를들어  시험될  장치용  연결기(15a)에  대해  시험 
연결기(11a)가  정확하고  용이하게  배치될  수  있도록  시험  연결기(11a)가  6개의  자유도를  갖는  것이 
중요하다.  Y방향이  수직  또는  상·하  방향이라면,  축(50)에  대한  조립체(32)의  수직  이동은  Y방향의 
자유도를 제공한다.  Y축에  대한  회전인 θ Y  자유도는 수직축 또는  피벗축(50,  98  및  122)에  대한 모

든 결합부의 동시 회전 또는 피벗팅에 의해 제공된다.

X방향을  좌에서  우방향이라고  하면, θ Y 와  같은  식으로  피벗축(50,  98  및  122)에  의해  자유도가 제

공된다. θ X  자유도는  쇼울더나사  피벗(137)에  의해  마련된다.  전·후  이동으로  간주되는  Z이동에 

관하여,  자유도는 θY 와  같은  식으로 피벗축(50,  98  및  122)에  의해  마련되고, θZ 는  축(300)의 선회

에 의해 마련된다.

제4도에,  통상적인  쐐기  로크  시스템을  갖는  주  아암  조립체로크(55)가  도시된다.  특히,  2개의 쐐기
(150  및  152)가  축(50)의  양측상에  마련된다.  로크핸들(153)을  시계방향으로  선회시킴으로써 쐐기부
재(150,  152)는  함께  모여져서  축(50)에  압력을  가하고,  따라서  축(50)에  대해  블록(91)의  회전을 
방지하며  또한  블록(91)과  전체조립체(30)의  수직  이동을  방지한다.  유사한  로크조립체가  각기 선회
아암(106a,  110a,  306a)을  갖는  전방  아암로크  조립체(106),  손목결합  로크조립체(110)  및  크레이들 
로크조립체(306)에 마련된다.

제5b도,  제5c도에  기구판(17)과  시험헤드(11)가  상세히  도시된다.  특히,  기구판(17)은  취급기 후부
판(17a)과  결합  거싯조립체(docking  gusset  assembly  :  17b)를  갖는다.  후부판(17a)은  판(17a)의 후
면에  고정된  숫  연결기(15b)에  가동  접촉부를  통해  전기적으로  연결된  시험될  장치  연결기(15a)를 
수반한다.  조립체(17b)는  연결기(15b)에의  접근을  허용하기  위한  개구부(200)를  가지며,  판(17a)의 
후면에  조립체(17b)로  보울팅함으로써  거싯  또는  블록(202a,  202b)을  후면에  효과적으로  제공한다. 
다른 실시예에서는 유사한 거싯이 후면에 직접 설치될 수 있다.

각  거싯(202a,  202b)은  중앙에  배치된  안내  개구부(204a,  204b)를  가지며  시험헤드(11)의  안내  또는 
중심  맞추기  핀(11b)을  받기에  적합하다.  특히,  시험헤드(11)는  결합조립체(205)와  시험 헤드면판
(206)상에  설치된  시험  연결기(11a)를  갖는다.  안내  또는  중심  맞추기핀(11b)은  취급기 연결기(15
b)에 연결기(11a)를 정확기 배치시킬 수 있다.

연결기(11a,  15b)는  대단히  약하므로  손상을  피하기  위해서는  상당히  정확하게  결합되어야  한다. 그
것은 시험헤드(11)의 무게와 부피를 고려하면 특히 중요하다.

따라서,  안내핀(11b)과  블록(202a,  202b)은,  핀(11b)이  연결기(11a,  15b)의  정렬과  정확한  연결을 
제고시키는  안내개구부(204a,  204b)에  실제로  수납될때까지,  연결기(11a,  15b)를  서로  분리 유지한
다.  핀(11b)이  상기  개구부에  정렬되면  연결기(11a,  15b)들을  서로  당겨  연결시킬  필요가  있다. 이
것은  블록(202a,  202b)으로부터  외향  신장하는  캠  종동자핀(206a,  206b)을  받는,  판(206)상에 설치
된 캠조립체(210)에 의해 달성된다.

조립체(210)는  1조의  원통형  캠(212a,  212b)을  가지며  이  캠들은  무단  케이블(214)에  의해 동기적으
로 작동한다.  각  캠은 도시한 바와같이 풀리(214a  내지  214b)에  의해 캠  사이에 팽팽히 연결된 케이
블(214)을  받기  위한  하부홈을  갖는다.  각  캠(212a,  212b)은  외향  신장하는  핸들(215a,  215b)을 가
지며, 이 핸들의 선회로써 양 캠이 동기적으로 작동된다.

각  캠(212a,  212b)은,  핀(11b)이  개구부(204a,  204b)내에  있을  때  핀(206a,  206b)을  받기  위해 상면
상에  상부  절결부를  갖고,  측부상에는  헬리컬  홈(216a,  216b)을  갖는다.  핸들(215a,  215b)중  하나를 
선회시키면  캠은  시험헤드(11)를  취급기  기구판(17)의  면내로  당기기  위해  동기적으로  작동함으로써 
연결기(11a,  15b)가  상호결합관계가  되게  한다.  결합후,  많은  장치가  취급기  시스템에  의해 시험된
다.  시험  형상을  변경하기  위해서는  연결기(11a,  15b)를  분리시켜  시험  헤드로부터  취급기를 제거하
면  된다.  따라서,  상기  핸들중  하나가  판(206)으로부터  후부판(17a)을  당기기  위해  작동하여 연결기
(11a, 15b)를 분리시킨다.

각  안내핀(11b)은  눈금조정  가능하며,  안내핀  마운트(207)를  받는  내측  챔버를  갖는  외측  핀 하우징
(203)을  포함한다.  마운트(207)는  간극을  제공하는  개구부를  통해  신장하는  캡나사(209)를  받기 위
한  내측  챔버를  갖는다.  따라서,  나사(209)는  하우징(203)이  판(206)상에  정확히  정렬되도록  해제될 
수 있다.

제7a도에  시험  시스템의  시험  캐비넷(11c)  바로  옆의  마루상에  직접  보울팅된  베이스(22b)가 도시된
다.  제7b도에  도시한  또  다른  실시예에서는  베이스(22c)의  하면의  한쪽을  따라  강성의  수평바아 또
는  다리(160)가  하면에  부착된다.  또  버팀대(165)가  캐비넷(11c)과  컬럼(12)의  벽(12a)에  고정된다. 
이런 방식으로, 컬럼(12)이 캐비넷(11c)에 근접 고정된다.

제7c도의  실시예에서,  베이스(22d)는  그  하면에서  시험  캐비넷(11c)의  인접한  측벽들로  부착된  상호 
수직인  다리(170,  171)와  결합한다.  캐비넷(11c)에  보울팅되는  대신에  다리  또는  바아(170,  171)는 
제7d도에  도시한  바와같이  바아(170a,  170b)로서  캐비넷의  단부까지  신장될  수  있다.  이  바아들은 
서로  보울팅되며  또한  2개의  추가  바아(173,  175)에  보울팅된다.  이식으로,  4개의  바아(170a,  171a, 
173 및 175)는 베이스(22e)와 캐비넷(11c)을 견고히 결합하기 위해 서로 보울팅된다.

본  발명의  또  다른  실시예가  제9도에  도시되며,  거기서  시스템(250)은  피스톤(252)을  갖는  압력 실
린더(251)로  시스템(10)의  균형추  조립체(60)  및  케이블  조립체(68a,  68b)를  대체한다. 실린더(25
1)는  균형잡기  조립체(60)와  같은  기능을  수행하여  상기  조립체의  실제  위치에  상관없이  중력에 대
응하여  아암  조립체(30a)(시험헤드(11)  포함)상에  일정한  힘을  발생한다.  조립체(30a)의  상이  한 중
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량의  균형잡기는  펌프(257)에  의해  제공된  조절기(258)에  의해  실린더(251)내에  일정한  압력을 유지
함으로써 달성된다.

실린더(251)는  제9도의  컬럼의  중앙웨브(12c')에  견고히  고정된다.  피스톤(252)은  상향  신장하며, 
웨브(12c')에  형성된  슬롯(256)을  통해  신장되는  수평아암(254)에  고정되게  연결된다.  아암(254)의 
타단부는  제9도  및  제8도의  슬리이브(226)에  견고히  용접된다.  다른  모든  점에서는,  시스템(250)은 
시스템(10)과 실질적으로 유사하다.

제10도  및  제11도의  또  다른  실시예에서는  시스템(10)의  수직  컬럼(12)이,  수직으로  변위된  원통형 
지지관(403)으로  대체되어  시스템(400)으로  도시되어  있다.  관(403)은  시일(414a,  414b)을  갖는 피
스톤(402)을  위한  실린더를  형성한다.  시스템(10,  250)에서와  같이,  지지관(403)은  신장하는 다리
(24a  내지  24e)를  갖는  베이스  조립체(20b)에  의해  저부에서  지지된다.  관(403)과  피스톤(402)은 실
린더(251)와 피스톤(252)과 같은 식으로 작동한다.

특히,  유체공동(412)이  피스톤과  실린더  사이에  형성된다.  압력유체가  라인(407)에  의해  연결된 유
체원으로부터  조절기(404),  압력  게이지(406)를  통해  공동(412)으로  유입,  유출한다.  통상적인 방식
으로,  조절기(404)는  조절기  세팅(404b)보다  압력이  과도할때  공동(412)으로부터  압력이  방출되도록 
하기위해  대기로  개방된  개구부(404a)를  갖는다.  바람직한  예에서,  상기  유체는  1.75내지  7kg/㎠(25 
내지 100파운드/평방인치)의 공기다.

이것은  34내지  136kg(75내지  300파운드)의  시험  헤드를  포함하는  아암조립체(405)의  전체  중량을 감
당한다.

이런  방식으로,  일정  압력의  "가스  스프링"상태가  달성되어서  포지셔너  아암조립체(405)가 효과적으
로  무하중  상태에  도달한다.  조립체(405)의  위치를  수동으로  상,  하로  이동하려할때,  공동(412)내의 
유체  체적이  변화하며  이  체적은  압력  조절기(404)에  의해  즉시  보상된다.  바람직하게, 조립체(40
5)는 38 내지 51cm(15 내지 20인치)이동한다.

피스톤(402)내에는  제1도  및  제8도에  도시한  것과  유사한  댐퍼  봉(222a)을  갖는  댐퍼(220a)가 배치
된다.  댐퍼(220a)의  정부단부는  아암조립체(405)의  상부  판(424)에  연결된  베어링(418)에  지지된다. 
이런  방식으로,  조립체(405)의  회전으로  댐퍼봉(222a)이  역으로  비틀리지  않으면서  댐퍼(220a)는 조
립체(405)의 운동을 효과적으로 감쇄시킨다.

조립체(405)는  조립체(30)와  유사하지만  보다  간단하게  설계되었다.  특히,  피스톤(402)의  회전과 수
직운동은 도시한 바와같이 로크조립체(416)에 의해 로킹된다.

피스톤(402)의  상부는  지지  설치관(428,  430)이  고정되어  있는  설치  블록(426)에  견고히  고정된다. 
판(428)은  그  외면에  베어링  블록(428a,  428b)을  고정하여,  유사하게  판(430)은  블록(430a,  430b)을 
고정한다.  이  블록들은  각기  수평축(432,  434)을  받기  위한  리니어  베어링을  갖는다.  판(428)에 고
정된  로킹블록(437)은  효과적으로  축(432)의  이동을  방지한다.  축(432,  434)은  그  좌단부에서, 조립
체(110)와  유사한  로크조립체(443)를  갖는  손목  베어링  블록(442)을  견고히  지니는  손목 설치관
(440)에 견고히 연결된다.

블록(442)은  그  내측  구간에서,  시스템(10)의  조립체(36,  38)와  각기  유사한  크레이들 조립체(38a)
를 수반하는 손목결합 조립체(36a)를 고정한다.

작동에  있어서,  시스템(10)에서와  같이  포지셔너  시스템(400)의  모든  로크는  개방되고,  크레이들 조
립체(38a)는  그  소정의  위치로  이동된다.  즉,  조립체(405)는  축(432,  434)에  의해  수평으로 이동하
고  원통형  지지관(403)에  대해  선회한  후  블록,  조립체(442,  36a  및  38a)에  의해  결정된  다른 위치
로  선회한다.  수평이동에  의해  축(432,  434)이  전술한  6개의  자유도를  제공하므로  전방아암 축(98)
에  대한  필요성을  제거한다.  소정의  위치에  도달했을  때  각  로크(416,  437,  443,  36b)  및  크레이들 
조립체(38a)의 로크가 소정의 위치를 유지하기 위해 작동된다.

포지셔너  시스템(400)의  변형이  포지셔너  시스템(450)으로서  제12도에  도시된다.  포지셔너 시스템
(450)은  블록(429a,  429b,  452)에  수평으로  지지된  단일축(432a)을  갖는  간단한  구조이므로  비교적 
가벼운  시험  헤드에  적합하다.  블록(429a,  429b,  452)은  피스톤(402)에  의해  지지된  마운트 블록
(426a)에  고정된다.  축(432a)의  수평  및  회전운동은  블록(452)내의  전술한  쐐기  로크시스템(55a)에 
의해  로킹된다.  또한,  축(432a)의  단부는  손목  베어링  블록(440a)에  견고히  고정된다.  블록(440a)은 
크레이들  조립체(38b)를  지니는  단순화된  손목결합조립체(460)를  지지한다.  적당한  로크들이  전술한 
방식으로 블록(440a)과 조립체(460, 38b)에 마련된다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

중력효과가  없는  사실상의  무하중  상태에서  시험  헤드를  유지시키는  시험  시스템용  전자시험 헤드포
지셔너 시스템에 있어서, 

수직컬럼(12) ; 

상기  수직컬럼(12)에  결합되어  수직컬럼(12)에  대한  수직이동  및  수평이동을  행하며,  상기  시험헤드 
부착용의 크레이들 조립체(38)를 갖는 포지셔너 조립체(30) ; 

상기  포지셔너  조립체(30)에  결합되어  시험헤드(11)를  부착한  포지셔너  조립체(30)에  사실상의 무하
중  상태를  제공하는  균형잡기  조립체(60);를  포함하고,  그리고  상기  포지셔너  조립체(30)와  상기 수
직컬럼(12)이  적어도  3개의  평행한  수직축(50,  98,  122)을  가짐으로써,  상기  포지셔너  조립체(30)가 
수평으로  전개함에  따라  상기  3개의  수직축(50,  98,  122)자체가  시험  헤드(11)를  부착한  포지셔너 
조립체(30)의  중량을  지지하고,  상기  포지셔너  조립체(30)가  중력효과를  받지  않고  상기  3개의 수직
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축중  2수직축(98,  122)에  대해  수동식으로  회전함에  따라  상기  2축이  각각의  축선에  대해  동시에 자
유롭게  회전하며,  상기  2수직축중  적어도  하나가  상기포지셔너  조립체에  대해  수직이동을  하지  않는 
것을 특징으로 하는 시험 시스템용 전자시험 헤드 포지셔너 시스템.

청구항 2 

제1항에  있어서,  상기  2수직축((98,  122)  중  다른  하나가  상기  포지셔너  조립체에  대해  수직이동을 
하지 않는것을 특징으로하는 시험 시스템용 전자시험 헤드포지셔너 시스템.

청구항 3 

제2항에  있어서,  수직컬럼(12)이  제3의  수직축선을  형성하는  수직축(50)을  가짐으로써 상기수직축
(50)을  따라  포지셔너  조립체(30)을  이동시키는  것을  특징으로하는   시험  시스템용  전자시험 헤드포
지셔너 시스템.

청구항 4 

제2항에  있어서,  포지셔너  조립체(30)가,  상기  2수직축(98,  122)  사이에서  축을  갖지  않으면  상기 2
수직축에  대한  회전을  제공하는  장치를  포함하는  것을  특징으로  하는  시험  시스템용  전자시험  헤드 
포지셔너 시스템.

청구항 5 

제3항에  있어서,  상기  포지셔너  조립체(30)가  상기  2수직축(90,  122)들  사이에서  그리고  상기 2수직
축과  상기  제3수직축(50)과의  사이에서  축을  갖지  않는  것을  특징으로  하는  시험  시스템용  전자시험 
헤드 포지셔너 시스템.

청구항 6 

중력효과가  없는  사실상의  무하중  상태에서  시험헤드를  유지시키는  시험  시스템용  전자시험 헤드포
지셔너 시스템에 있어서, 

제1수직축을 갖는 원통형 지지관(403) ; 

상기  원통형  지지관에  결합되어  상기  원통형  지지관에  대한  수직이동  및  수평이동을  행하며,  상기 
시험헤드 부착용의 크레이들 조립체(38a)를 갖는 포지셔너 조립체(405) ; 

상기  포지셔너  조립체에  결합되어  시험헤드를  부착한  상기  포지셔너  조립체에  사실상의  무하중 상태
를  제공하는  댐퍼(220a)  ;  를  포함하고,  그리고  상기  포지셔너  조립체가  원통형  지지관(403)에  대한 
시험헤드(11)의  수평이동을  제공하는  수평축(432,  434),  제2수직축  제2수직축에  대해 시험헤드(11)
를 피벗팅시키는 손목결합 조립체(36a)를 구비하며, 

상기  포지셔너  조립체가  수동식으로  전개되면서  상기  제1  및  제2수직축중  적어도  하나가  자유로이 
회전하며,  또한  상기  포지셔너  조립체가  부가적인  수평축을  가져  시험헤드를  상기  부가적인 수평축
에  대해  회전시켜서,  시험헤드가  수평으로  전개되고  회전함에  따라  상기  제1  및  제2수직축,  상기 수
평축(432,  434)  및  상기  부가적인  수평축  자체가  포지셔너  조립체와  시험헤드의  중량을  중력효과를 
받지않고 지지하는 것을 특징으로 하는 시험 시스템용 전자시험헤드 포지셔너 시스템.

청구항 7 

제6항에  있어서,  상기  포지셔너  조립체(405)가  원통형  지지관(403)상에  상기  포지셔너  조립체를 장
착시키기  위한  부가적인  장착장치  및,  크레이들  조립체(38a)와  상기  부가적인  장착장치간의  상대적 
수직이동을  방지하기  위해  상기  부가적인  장착장치를  견고히  결합시키는  결합장치를  포함하는  것을 
특징으로하는 시험 시스템용 전자시험 헤드 포지셔너 시스템.

청구항 8 

제6항에  있어서,  상기  수평축(432,  434)  및  상기  부가적인  수평축  모두가  상호  수직이동을  하지않는 
것을 특징으로 하는 시험 시스템용 전자시험 헤드 포지셔너 시스템.

청구항 9 

제6항에  있어서,  상기  제2수직축,  수평축(432,  434)  및,  부가적인  수평축  모두가  상호  수직이동을 
하지않는 것을 특징으로 하는 시험 시스템용 전자시험 헤드 포지셔너 시스템.

청구항 10 

제6항에  있어서,  포지셔너  조립체(405)가  소정의  최저위치와  최상위치간을  기계적인  제한사항없이 
수동식으로  자유로이  수직이동하는  것을  특징으로  하는  시험시스템용  전자시험  헤드  포지셔너 시스
템.

청구항 11 

제6항에  있어서,  상기  크레이들  조립체(38a)가  이  조립체(38a)에  고정된  피벗팅  장치를  갖는 시험헤
드  부착장치를  구비함으로써  부가적  수평축에  대해  상기  시험  헤드부착장치를  회전시키는  것을 특징
으로하는 시험시스템용 전자시험 헤드 포지셔너 시스템.

청구항 12 

시험시스템용  전자시험  헤드  포지셔너  시스템에서  상호  결합되기에  적합한  제1  및  제2연결기(11a, 
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15b)를  각기  갖는  전자시험  헤드(11)와  전자장치  취급기(15)를  상호결합  및  해체하는  시스템에 있어
서, 

제1연결기(11a)의  양측상에서  시험헤드(11)  또는  장치  취급기(15)중의  어느한쪽에  견고히  고정된 제
1 및 제2중심맞추기 핀(11b) ; 

개개의  제1  및  제2안내개구부(204a,  204b)를  가지며  제2연결기(15b)의  양측상에서  시험헤드(11) 또
는 장치 취급기(15)중의 다른 한쪽에 견고히 고정된 제1 및 제2 거싯(202a, 202b) ; 

상부  표면을  가지며  제1연결기(11a)  양측상에서  상기  제1  및  제2중심맞추기  핀(11b)에  대해  적당히 
떨어진  간격으로  배치된  제1  및  제2원통형캠(212a,  212b);  을  가지며,  그리고  제1  및 제2연결기
(11a,  15b)의  정확한  결합을  위해  상기  제1  및  제2안내  개구부(204a,  204b)를  제1  및  제2중심맞추기 
핀(11b)에  대해  각각  정확히  정렬시켜  상기  중심맞추기  핀(11b)을  정확히  수용하며,  상기  제1  및 제
2원통형캠(212a,  212b)의  상부  표면과  제1  및  제2중심맞추기  핀(11b)의  높이는,  상기  제1  및 제2중
심맞추기 핀이 제1  및 제2거싯과 각각 계합할때 상기 제1  및 제2중심맞추기 핀이 상기 제1  및 제2안
내개구부에  각각  정확히  정렬되어  수용될때까지  상기  제1  및  제2연결기(11a,  15b)  상호간의  결합을 
방지시키는  높이로  되어,  상기  연결기(11a,  15b)가  손상되지  않도록  하는것을  특징으로하는  시험 헤
드와 장치 취급기의 상호결합 및 해체 시스템.

청구항 13 

제12항에  있어서,  상기  제1  및  제2거싯(202a,  202b)  각각이  길다란  외측방  표면을  가지며, 제1중심
맞추기  핀(11b)이  제1원통형  캠(212a)과  간격을  가지고  떨어져  배치되어  그  사이에서  거싯의 외측방
표면과  제1안내개구부(204a)간의  제1거싯(202a)을  근접  간격으로  수용하며,  제2중심맞추기 핀(11b)
이  제2원통형  캠(202b)과  간격을  가지고  떨어져  배치되어  그  사이에서  거싯의  외측방  표면과 제2안
내개구부(204b)간의  제2거싯(202b)을  근접  간격으로  수용하는  것을  특징으로하는  시험헤드와  장치 
취급기의 상호 결합 및 해체 시스템.

청구항 14 

제12항에  있어서,  제1  및  제2중심맞추기  핀(11b)과  제1  및  제2원통형  캠(212a,  212b)의  상부  표면의 
높이는 사실상 서로 동일한 것을 특징으로 하는 시험헤드와 장치 취급기의 상호결합 및 해체 
시스템.

청구항 15 

제12항에  있어서,  상기  원통형  캠(212a,  212b)은  캠조립체(210)를  형성하여  시험헤드(11)에 회전가
능하게  부착되고  또한  장치  취급기(15)에  고정된  캠종동자  핀(206a,  206b)을  수용하기에  적합하게 
되어,  상기  시험헤드와  장치  취급기를  결합하고  해체시키는  것을  특징으로  하는  시험헤드와  장치 취
급기의 상호 결합 및 해체 시스템.

청구항 16 

제15항에  있어서,  상기  원통형  캠(212a,  212b)이  상기  캠종동자  핀(206a,  206b)을  수용하는 헬리컬
홈(216a,  216b)및,  상기  캠들이  동기적으로  선회하게끔  상기  캠들을  연결시키는  케이블(214)을  갖는 
것을 특징으로 하는 시험헤드와 장치 취급기의 상호결합 및 해체 시스템.

청구항 17 

제12항에  있어서,  상기  중심맞추기  핀(11b)중  적어도  하나가  상기  핀의  위치조정용  마운트(207)를 
포함하는 것을 특징으로하는 시험헤드와 장치 취급기의 상호결합 및 해체 시스템.
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